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Bu calismada, Tirkiye’deki iki bakir zenginlestirme tesisinde istatistiksel kalite kontrol uygulamasi
yapilmistir. Elde edilen bilgilerle iiretim siirecinin yeterli olup olmadigini tespit etmek amaciyla proses
yeterlilik analizi yapilmistir. A ve B tesisleri i¢in Cp ve Cyy indisleri sirast ile 1,42, 1,20 ve 1,50, 1,10
bulunmustur. Bu degerlere gore proseslerin ihtiyaglari karsiladig: tespit edilmistir. Ayrica, ¢ok boyutlu
dlcekleme (CBO) analizi ile stress degeri ve korelasyon indeksi degeri tespit edilmistir. Hesaplamalar
sonucunda stress degeri 0,01258 bulunmus ve bu deger konfigiirasyon uzakliklari ile tahmini uzakliklar
arasinda mitkemmel bir uyum oldugunu géstermistir. Korelasyon indeksi degeri (R?) 0,99923’diir. Bu
deger giivenilirlik agisindan 6klid uzaklik modelinin verileri ¢ok iyi temsil ettigini gostermektedir. Cok
boyutlu o6lcekleme analizi sonuglarmin g¢aligmada kullanilan veri setini yeterli Olciide yansittigi
goriilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakir konsantre tesisi, Kontrol grafikleri, Proses yeterlilik analizi, Cok boyutlu
Ol¢ekleme analizi

The Application of Control Charts and Multidimensional Scaling Analysis in
Copper Concentrate Plants

Abstract

In this study, statistical quality control application was applied to two copper concentrate plants in
Turkey. Process capability analysis was carried out to determine whether there was sufficient of the
production process with the information obtained. The C, and Cy indices for A and B plants were 1.42,
1.20 and 1.50, 1.10, respectively. According to these values, it has been determined that the processes
meet the needs. Furthermore, stress index value and the correlation value were determined with
multidimensional scaling (MDS) analysis. As a result of the calculations, the stress value was founded
0.01258, indicating that this was a perfect fit between the configuration distances and the estimated
distances. The correlation index value (R?) was 0.99923. This value showed that the euclidean distance
model represents the data very well in terms of reliability. Multidimensional scaling analysis of the results
of the data set used in this study seems to adequately reflect.

Keywords: Copper concentrate plant, Control charts, Process capability analysis, Multidimensional
scaling analysis
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1. GIRIS

Istatistiksel kalite kontrolii, bir {riniin en
ekonomik ve yararli bir sekilde iiretilmesini
saglamak, dnceden belirlenmis kalite 6zelliklerine
uygunlugunu ve standartlara bagliligint hedef
almak, kusurlu triin tretimini minimize etmek
amaciyla istatistik prensip ve tekniklerinin
dretimin  biitin  safhalarinda  kullanilmasidir.
Istatistigin bilgisayar ile entegrasyonu siirecinde
kullanim1 giderek yayginlasan bazi programlar
mevcuttur. Bu programlarin dnde gelenlerinden
biri de SPSS (Statistical Package for Social
Scientists)’dir.  Istatistiksel  kalite  kontrolii
yontemleri icinde en fazla kullanilan ve bilinen
arag¢ kontrol grafikleri olup, 1924 yilinda Shewhart
tarafindan  {iretim  kalitesindeki  degisimleri
arastirmak amaciyla hazirlanmugtir.  Ozellikle
imalat sanayinde yogun bir sekilde kullanilan
kontrol grafiklerinden son yillarda madencilik
alaninda da faydalanilmaya baglanmistir [1,2].
Kontrol altinda tutulan bir iretim sisteminden
toplanan verilerin kalite 06zellikleri normal bir
dagilim gosterir. Normal dagilmig bir egride
verilerin = %99,73’i  +30, %95,45’1 +2c ve
%68,26’s1 £10 araliginda yer alir. Normal dagilim
ve kalite kontrol grafikleri iliskisi Sekil 1°de
verilmigtir [3].
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Sekil 1. Istatistiksel kalite kontroliinde normal
dagilim egrisi [3]

Istatistiksel kalite kontrolii calismalar1 6 asamaya
ayrilmaktadir. Bunlar; prosesin tanimlanmasi,
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kontrol edilecek olan karakteristiklerin
belirlenmesi, Ol¢ii aletlerinin test edilmesi ve
kalibrasyonu, proses yeterlilik analizi, kalite
performans analizi ve kalite kontrol grafikleridir.
Istatistiksel ~ kalite  kontrolii  uygulamasinin
asamalar1 Sekil 2°deki gibi gosterilebilir [4,5].

Istatistiksel Proses Kontrolii Uygulamast
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Sekil 2. Istatistiksel kalite kontrolii akis diyagrami
(5]

2. MATERYAL VE YONTEM
2.1. Degiskenler icin Kontrol Grafikleri

Bir iretim siirecinde iretilen her iriiniin kalite
ozelliklerinin  degiskenlik gostermesi dogaldir.
Kalite ile ilgili is¢i, makine ve malzeme gibi
ozeliklerden kaynaklanan belirlenebilir degigimler
daha Onemli olup bu etkenlerden kaynaklanan
sorunlar olmast durumunda proses kontrol
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disindadir ve bu degismelere yol acan etkenlerin
tespit edilip diizeltilmesi kalite kontroliin ana
amaglarmdandir. Uretimden belirli ve esit zaman
araliginda alman  Orneklerden elde edilen
Olglimlerin  zamana  bagh degisimlerinin
gosterildigi grafige kontrol grafigi adi verilir [6].
Merkezi egilim ve dagilma igin kontrol grafikleri
“Degiskenler Igcin Kontrol Grafikleri” olarak
adlandirilir ve bu kontrol grafiklerinin arasinda en
yaygin bicimde kullanilanlar1 X kontrol grafigi, S
kontrol grafigi ve R kontrol grafigidir. Bir kontrol
grafigi esas olarak ii¢ ¢izgiden olusur. Bunlar; alt
kontrol limiti (AKL), iist kontrol limiti (UKL) ve
orta deger (OC) c¢izgisidir. Kalite &zelliginin
ortalama degeri ayni zamanda hedeflenen deger
olarak da ifade edilen orta ¢izgi ile temsil edilir.
Bu ii¢ temel elemanin hesaplanmasi i¢in kontrol
degiskeni olarak segilen ve dl¢limii yapilarak elde
edilen veri tablosundaki veriler alt gruplara
boliintirler. Alt grubun numune alma siklif1i ise
onceden belirlenir ve saatte bir, vardiyada bir,
giinde 3 gibi belirli bir degere ayarlanir. Her bir alt
grup (m) i¢in ortalama ve degisim aralig
hesaplanir. Bu hesaplamalar i¢in Esitlik 1’den
yararlanilir;

_ ZiLR
m

X= =200 R (1)
Burada X alt grup ortalamasi, X alt gruplarin
ortalamalarinin ortalamasi, R; alt grup degisim
aralifi  degeri ve R degisim araliklarmin
ortalamasidir. Kontrol siirlariin belirlenmesinde
ise Esitlik 2-3’den yararlanilir;

UKL=X + A,R OrtaGizgi=X AKL=X — A,R
2

UKL =D,R ; OrtaGizgi=R ; AKL=D4R ©)

Burada, A,, Ds; ve D, katsayilar olup ornek
sayisina gore degisik degerler almaktadirlar. Bu
hesaplamalar tamamlandiktan sonra grafikler
olusturulup kontrol c¢izgileri ¢izilir ve veriler
grafikte yerlerine yerlestirilir. Ortaya ¢ikan grafik
yorumlanarak kontrol edilen iretim sistemi
hakkinda bir degerlendirme yapilir. Yapilacak
degisikliklerin sisteme yansimalart da yine
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grafikler araciligiyla kontrol edilerek sistemin
tepkisi incelenir [3,7-16]. Yukaridaki formiillerde;
A,, D3, D, ve d, dogal toleranslar olarak
tanimlanan sabitler olup, alt ve ist kontrol
limitlerinin ve proses yeterlilik indislerinin
hesaplanmasinda Cizelge 1’de verilen bu sabit
degerlerden uygun olanlar kullanilmaktadir [2].

Cizelge 1. X-R kontrol kartlar1 igin katsayilar [2]

AGS (n) A, D3 D, dz
2 1,880 0 3,267 | 1,128
3 1,023 0 2,574 | 1,693
4 0,729 0 2,282 | 2,059
5 0,577 0 2,115 | 2,326

*AGS: Alt Grup Sayisi
2.1. Proses Yeterlilik Analizi

Proses yeterlilik analizinin amaci; proses
ortalamasi ve standart sapmasini, spesifikasyonlar
ile iliskilendirerek prosesin tiiketici isteklerine
uygun lirtin olusturup olusturamadigini
degerlendirmektir. Isletmelerin ulasmak istedigi
amag; proses ortalamasinin hedef deger iizerinde
ve yayilimin spesifikasyonlar icerisinde miimkiin
olan en kiigiik degerde olusmasidir. Proses
yeterliligi, istatistiksel bir Olglit olup miisteri
beklentilerine gore bir siirecin ne kadar degiskenlik
gosterdigini 6zetler [17].

Bu asamada proses yeterlilik analizi, prosese ait
oOlgiilebilir bir kalite karakteristiginin belirlenen
hedef deger, Alt Spesifikasyon Limiti (ASL) ve
Ust Spesifikasyon Limiti (USL)’ne gore nasil bir
merkezlenme ve sagilim gosterdigini inceler.
Dikkate alman parametreler ise C, ve Cy
indisleridir. C, indisi, sartname limitleri ile proses
kontrol limitleri arasindaki iliskiyi gosterir. Cpy
indisi ise proses ortalamasinin hedef degere gore
konumunu ve spesifikasyon limitleri arasindaki
konumunu gosterir. Cp, ve Cy indisleri Esitlik 4’e
gore, standart sapmanimn bilinmedigi durumlarda
ise standart sapma Esitlik 5’ gore hesaplanir.

__ UsL-4sL USL-X X-ASL

G, p.  Cox = min(—30 S ) 4
o==; o=— (5)

dy c4
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Proses  yeterlilik analizinde gecerli  olan
varsayimlardan biri prosesin istatistiksel olarak
kontrol altinda olmasidir. Bu agamada yaygin
olarak kontrol grafikleri kullanilmaktadir. Kalite
karakteristiginin ~ Ol¢iilebilir  degisken olarak
tanimlanabildigi durumlarda bu karakteristigin
ortalamasi ve degiskenligi siirekli  kontrol
edilmelidir ~ [14,17-20].  Yeterlilik indisleri
hesaplandiktan sonra C, ve Cp. degerlerine gore
strecin  yeterliligi hakkinda karar vermede
Cizelge 2’deki veriler kullanilir [21].

Cizelge 2. C, ve Cyy indisinin karar noktalar1 [21]

Proses spesifikasyonlari
>
Cp21,33 karsilamaktadir.
Proses spesifikasyonu
1<C;<1,33 | karsilamaz. Proses kontrolii
stirdiiriilmelidir.
Proses yetersizdir. Iyilestirmeler
C<l
yapilmalidir.
Verilerin tamami spesifikasyon
Cul . N
siirlari igine diiser.
0<Cp<l Proses ortallarlnam spemﬁkasyon
siirlarinin igindedir.
C.<0 Proses ortalamasi spesifikasyon
pk= siirlarinin digindadir.

2.2. Cok Boyutlu Ol¢ekleme Analizi

Cok Boyutlu Olgekleme Analizi (CBO) n adet
gozlem veya Ornek arasindaki p degiskene gore
belirlenen uzakliklara dayali olarak nesnelerin k
boyutlu (k<p) bir uzayda konumlarini saptamayi
amaglayan ve nesneler arasindaki iligkileri
belirleyen bir yontemdir. CBO analizinin genel
amact miimkiin oldugu kadar az Dboyutla,
nesnelerin uzaklik degerlerini kullanarak orijinal
sekle yakin bir bigimde ortaya koymaktir. Orijinal
veriler miimkiin oldugunca az boyutlu bir
koordinat sistemine yerlestirilmektedir. CBO
analizinde, nesnelerin benzerlikleriyle nesneler
arasindaki uzakliklar karsilagtirilmaktadir.
Noktalarla temsil edilen benzer nesneler birbirine
daha yakin, farkli nesneler ise birbirine daha
uzaktir. CBO analizinin en onemli kullanim
nedenlerinden birisi, kullanict karmasik bir dizi
icindeki farkliliklar1 gostermek istediginde, kolay
bir sekilde gorsellestirme saglamasidir. CBO
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yontemi uzaklik matrislerinden  yararlanarak
¢Ozlim yapar. Bu nedenle veri tipine gore uygun
uzaklik matrislerini hesaplamak gerekir. En sik
kullanilan 6l¢ii Oklid uzakhigidir ve d boyut igin

Oklid uzakhig: Esitlik 6’daki gibi hesaplanr;

dij = \/Zz=1(Xik - Xjk)z (6)

Burada, X1, Xiz, Xis....Xj: X; vektOriiniin ve le,
Xz, Xjz....Xjk: X vektoriiniin elemanlaridir. CBO
analizinde, ¢ok boyutlu (p boyutlu) gercek sekil ile
indirgenmis (k-boyutlu) uzayda kestirilen sekil
arasindaki farkliligin bir ifadesi olan stress degeri
(vani orijinal uzakliklar ile gosterim uzakliklari
arasindaki uygunlugun 6l¢iisii) hesaplanir. Metrik
olmayan olgekleme igin stress degeri Esitlik 7°de
verilmistir. Stress degerinin sifira yakin olmasi
istenir.

~ N2
Stress= M )
2(d)

Kruskal tarafindan 1964 yilinda sunulan stress
degerine karsilik gelen uygunluk degerleri
Cizelge 3’de verilmistir. CBO analizinin girdi
verilerini ne kadar iyi temsil ettigine ait korelasyon
indeksi degerinin R%>0,60 olmasi iyi bir uyum
oldugunun diger bir gostergesidir [22-25].

Cizelge 3. Stress degeri ve uygunluk derecesi [25]

Stress Degeri Uygunluk Derecesi
>0,20 Yetersiz

0,10<0,20 Orta
0,05<0,10 Iyi
0,025<0,05 Cok lyi
0,00<0,025 Miikemmel

3. SONUCLAR

Bu calismada Tirkiye’deki ©Onemli iki bakir

konsantre tesisinden A tesisi i¢in 01.03.2016-
31.05.2016 ve B tesisi i¢in 01-31.10.2016 tarihleri
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arasinda diizenli olarak alinan konsantre bakir
tendr degerleri kullanilarak kalite kontrol grafikleri
cizilmis, proses yeterlilik analizi yapilmis ve son
olarak  ¢ok  boyutlu  Olgekleme  analizi
uygulanmistir. Bu amagla her iki tesisten de
yukarida belirtilen donem boyunca alinan 6rnekler
analiz edilerek degerlendirmeler yapilmis ve analiz
degerlerine gore X-R kontrol kartlari ¢izilmistir
(Sekil 3-6). Test edilen zaman araliklarinda
konsantre bakir tenér degerlerindeki degigimler
incelenmis ve periyot boyunca gerceklesen
hatalarin ve sistemdeki sapmalarin sebepleri
aragtirtlmis ve ¢oziimler lretilmeye caligilmustir.
Esitlik 1-5°¢ gore X, R, C,, Cp, 0, AKL ve UKL
hesaplanmigtir. Tim hesaplamalarda kullanilan
sabit degerler igin Cizelge 1’deki degerler dikkate
alimmistir - (A,=1,880, D3=0, D4=3,267 ve
d,=1,128). Ayrica A isletmesinde USL,=25 ve
ASL,=13 ve B isletmesinde USL,=19 ve
ASL,=15,5 oldugu i¢in buna gore C, ve Cy
degerleri hesaplanmustir.

A Konsantre Tesisi icin;

o 185133

E)

AKL,=27,77-[1,880x1,59]=16,92
UKL, =27,77+[1,880x1,59]=22,90
R 147,85_1 s
93
AKLz=0%1,59=0
UKLy=3,267%1,59=5,19
1,59
1,128

=141

o=

A isletmesinden alinan konsantre bakir tenor
degeri verilerine gore USL,=25 ve ASL,=13
oldugu belirlenmis ve buna istinaden C, ve Cpy
degerleri hesaplanmustir.

O Saar e
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B Konsantre Tesisi icin;

224936

31
AKL,=17,72-[1,880%0,44]=16,90
UKL,=17,72+[1,880x0,44]=18,54
_ 1349

=17,72

=0,44

AKLz=0%0,44=0
UKLg=3,267%0,44=1,44

B isletmesinden alinan konsantre bakir tenor
degeri verilerine gore USL,=19 ve ASL,=155
oldugu tespit edilmis ve buna istinaden C, ve Cpy
degerleri hesaplanmuistir.
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Sekil 3. A Konsantre tesisi bakir tenorii degerleri
i¢in X kontrol karti
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Sekil 4. A Konsantre tesisi bakir tenorii degerleri ~ Sekil 5. B Konsantre tesisi bakir tenorii degerleri
i¢in R kontrol kart1 icin X kontrol Kart1
Sekil 3-4 incelendiginde, A konsantre tesisinden 18
alman verilerinde ¢ok fazla alt ve iist smir —=r
degerlerinden sapmalar gozlenmemistir. Ancak .
bakir tendr degerleri alt ve st kontrol limit 15 + A_On
degerlerine ¢ok yakin seyretmektedir. Bu durum B UKE =
prosesin  siirekli takip edilmesi gerekliligini (
gostermektedir. Bu diizensizlikler test siirecindeki 12 +
prosese  beslenen  hammadde  kalitesindeki 5
degiskenliklerden, iklimsel sartlardan, iscilikten =
kaynaklanan nedenlerden veya laboratuardaki < 0,9 -
analiz  cihazlarinin  kalibrasyon hatalarindan % 1
kaynakli  olabilecegi  diisliniilmektedir.  Bu B0 d
diizensizliklerin stabil hale getirilebilmesi i¢in 8 06 -
yukarida  bahsedilen nedenlerden  kaynakli n T*
olabilecek hatalarin minimize edilmesi ve kigiik +
diizenlemeler yapilmasi gerekmektedir. Bu amagla 03 - <
isletme  yetkilileri ile yapilan  gorismeler ’ < )
sonucunda is¢ilik hatalarindan ve cihazlarin
kalibrasyonundan kaynakli hatalarin minimize 0.0 . T
edilmesi  igin 1§gller1n egitim araliklarl 0 5 10 15 20 25 30
siklagtirllmas1 ve cihazlarin 2-3 ay araliginda i
kalibre edilmesi tavsiye edilmistir. Ancak diger Zaman (giin)

diizensizlikler igin proses tolere edilebilir sinirlar
igerisindedir.
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Sekil 6. B Konsantre tesisi bakir tenorii degerleri
icin R kontrol kart1
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Sekil 5 ve 6 incelendiginde ise B Kkonsantre
tesisinden elde edilen verilerin nispeten daha stabil
oldugu goézlenmistir. Ancak o6zellikle 1., 6., 13. ve
27. glnlerdeki verilerde ani diizensizlikler
goriilmektedir. Bu giinlerdeki ani sapmalar o
giinlerde  numune  alimindaki  hatalardan,
harmanlamadan kaynakli hatalardan, iscilikten
kaynakli hatalardan veya laboratuardaki analiz
cihazlarinin kalibrasyon hatalarindan kaynakli
olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu
sapmalar proses icin tolere edilebilir sinirlar
icerisindedir ~ ve  sistemde  herhangi  bir
diizenlemeye gerek duyulmamaktadir. A ve B
tesislerinden alman veriler ile yapilan proses
yeterlilik analizleri sonuglarina gére her iki tesis
icin de Cp>1,33 ve Cp>1 oldugundan dolay1
Cizelge 2’ye gore prosesler yeterli diizeydedir ve
prosesler spesifikasyonlari kargilamaktadir. Ayrica
her iki proses i¢in de verilerin tamami
spesifikasyon smurlari igine diismektedir. Son
olarak, bu ¢alismada bakir konsantre tesislerinin
verilerine Cok Boyutlu Olgekleme (CBO) analizi
de uygulanmistir. Elde edilen sonuglarin, mevcut
veri setini yeterli 6l¢lide yansitip yansitmadigini
gosteren stress degerleri incelenerek bu degerin
k=2 boyut igin daha yiiksek oldugu gorilmiistiir.
Bu nedenle 2 boyutlu CBO analizi sonuglari
verilmis ve bu sonuglara iligkin yorumlar
yaptlmistir.  Gorsel acidan daha  belirgin
olmasindan dolay1 her bir degerin birbirlerine gore
konumlar1 06klid uzaklik modeline iliskin iki
boyutlu grafikte gosterilmistir (Sekil 7).

Yapilan hesaplamalar sonucunda stress degeri
0,01258 olarak bulunmustur. Cizelge 3’e¢ gore

tespit edilen stress degerinin konfigiirasyon
uzakliklar1 ile tahmini uzakliklar arasinda
mitkemmel diizeyde bir uyum bulundugunu

gostermektedir. Diger bir deyisle elde edilen
sonuglarin ¢aligmada kullanilan veri setini yeterli
Olciide yansittig1 goriilmektedir. Ayrica korelasyon
indeksi degeri R?= 0,99923 olarak tespit edilmistir.
Bu deger giivenilirlik agisindan o6klid uzaklik
modelinin verileri ¢ok iyi bir sekilde temsil ettigini
gostermektedir. Gozlemsel uzakliklar (distances)
ile farkliliklarin (disparities) dagilimini gosteren
Serpilme Diyagrami Sekil 8’de verilmistir. Buna
gore uzakliklar ile farkliliklar arasinda dogrusal bir
iligki  bulunmaktadir. Bu durum, tahmini
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uzakliklarin ger¢ek degerlerle uyumlu oldugunu ve

dogrusal model ile uygun ¢6ziimin elde
edilebilecegini gostermektedir.
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Sekil 7. Bakir konsantre tenor verilerinin 2 boyutlu
konumlandirilmasi
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Sekil 8. Oklid uzaklik modeli dogrusal serpilme
diyagrami
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4. ONERILER VE TARTISMA

Bu calismada; Tiirkiye’deki iki bakir konsantre
tesisine SPSS-21 istatistik programi yardimiyla
istatistiksel kalite kontrol uygulamasi, proses
yeterlilik analizi ve ¢cok boyutlu 6l¢ekleme analizi
uygulanmistir. Yapilan istatistiksel caligmalar
1s181inda agagidaki sonuglara ulagiimstir.

e Konsantre bakir tendrii degerleri icin ¢izilen
kontrol kartlarma goére A tesisindeki veriler alt
ve ist sinir degerlere ¢ok yakin olmakla birlikte
genellikle siir degerler igerisinde kalmis veya
¢ok az sinir degerleri asmistir. Bu yiizden A
tesisi diizenli olarak takip edilmeli ve tespit
edilen anormal  degisimler siirekli  not
edilmelidir. A tesisi yetkilileri ile yapilan
goriismeler neticesinde bu dalgalanmalarin daha
¢ok iklimsel sartlardan, iscilik hatalarindan ve
cihazlarin kalibrasyon sorunlarindan
kaynaklandig1 tespit edilmis ve bu amagla
yapilan goriismeler sonucunda is¢ilik
hatalarindan ve cihazlarin kalibrasyonundan
kaynakli hatalarin minimize edilmesi i¢in
iscilerin egitim araliklarinin siklastirilmast ve
cihazlarin 2-3 ay araliginda kalibre edilmesi
tavsiye edilmistir.

e B tesisi igin ¢izilen X-R kontrol Kkartlar
incelendiginde ise ¢ok fazla alt ve st sir
degerlerden sapmalarin olmadigr ve test donemi
boyunca yalnizca 3 giin (1., 6., 27. gilinlerde)
siir degerlerin disina ¢iktigi goérilmistiir. Bu
durum genel tablo igerisinde tolere edilebilir.

e Proses yeterlilik analizlerinde ise A tesisi i¢in C,
ve Cp degerleri sirast ile 1,42 ve 1,20
bulunmustur Ayni sekilde B tesisi iginse bu
degerler 1,50 ve 1,10 olarak belirlenmistir. Bu
sonuglara ve Cizelge 2’deki verilere gore
Cy>1,33 ve Cp>1 oldugundan dolayr isletme
miisterilerin isteklerini karsilayabilecek kalitede
iretim yapmaktadir, spesifikasyonlar1
karsilamaktadir ve verilerin tamamina yakini
spesifikasyon sinirlari igine diismektedir.

e Son olarak yapilan ¢ok boyutlu 6lgekleme
analizine gore stress degeri 0,01258 bulunmus
ve bu deger konfigiirasyon uzakliklari ile
tahmini uzakliklar arasinda miikemmel bir uyum
oldugunu  gostermistir.  Ayrica  korelasyon
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indeksi degeri (R?) de 0,99923 olarak tespit
edilmistir. Bu deger giivenilirlik agisindan oklid
uzaklik modelinin verileri ¢ok iyi temsil ettigini
gostermektedir.
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